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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CE!
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2.

Validit¢ de la présente publication

Le contegnu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel dg la technique.

Des rengeignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de ia CELl.

Les rensgignements relatifs 4 des questions a I'étude et
des travgux en cours entrepris par le comité technique
qui a étpbli cette publication, ainsi que la liste des
publicatigns établies, se trouvent dans les docume

dessous:

ite web» de la CEI*

] «

e Chptalogue des publications de la CEI
Phblié annuellement et mis & jour
rdguliérement
(Gatalogue en ligne)*

Bulletin de la CEI

prouvés par la CEl, le
: Symboles littéraux a

graphiques utilisables sur/le matériel. Index, relevé et
compilation’des feuilles individuelles, et la CE| 60617:

Validity of this publcatic

is kept
ing that

irmation
gue.

§ ion and
undeftaken by the tpchnical
prepared this publication| as well
Ilcatlns issued, is to be fourld at the

Blished yearly with regular updates
{On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refdrred to
IEC 60050: /nternational E/ectrotechn/ca/ Vogabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Leffer symbols to
be used in electrical technology, {EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and |EC| 60617:

Graphical-symboisfor-diagrams———————

Symbolel graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NOYAUX D’INDUCTANCE ET DE TRANSFORMATEURS

DESTINES AUX TELECOMMUNICATIONS

Deuxiéme partie: Spécification particuliére cadre:
Noyaux en oxyde magnétique destinés aux bobines d’inductance

Niveau d’assurance A

PREAMBULE
1) IHles décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions des Comiteés
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces guest lus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
2) (es décisions constituent des recommandations internationales et g’ par lgs Comités
nationaux
3) Dbans le but d encourager I'unification internationale, la C EI exprime e e ités nationaux adoptent

htionales le

rmettent. Toute divergence entre la recommandation de 13 &gle na e correspondante dgit, dans la

esure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette

4) La CET n’a fixé aucune procédure concerna

P

a présente nor

magnétiques e
conjposants € i

Des projets f

bilité n’est

nposants
alité des

&unions tenues & La Haye en 1975, 4 Budapest en 1977 et

a Stockholm ef 1978 ctte derniére réunion, un projet fut diffusé selon la Procédure

doumis a

des pays ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la

publication
igde du Sud (République d°) Nouvelle-Zélande
Allemagne Royaume-Uni
Raloiana P02 P
INTESTH UL UUUU\/
Espagne Suisse
Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques
France Socialistes Soviétiques

Pour faciliter la mise en ceuvre du Systeme IECQ, la spécification intermédiaire et la spécification
particuliére cadre contenues dans le document 51(Bureau Central)240 sont publiées séparément.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systeme C EI d’assurance de la qualité des composants ¢lectroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUCTOR AND TRANSFORMER CORES
FOR TELECOMMUNICATIONS

Part 2: Blank detail specification:
Magnetic oxide cores for inductor applications

Assessment level A

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical o

all

the Natipnal Committees having a special interest therein are represented, express, a iqnal
consensys of opinion on the subjects dealt with.

2) They haye the form of recommendations for international use and they are accepte 1 Committees in that

sense.

3) In order|to promote international unification, the I EC expresses the
the text ¢f the I E C recommendation for their national rules in so far #5 nati
between the I E C recommendations and the corresponding national rules ¢
in the lafter.

a a Qmmittees should adppt
al cdgditions will permit. Any divergepce
ouldgas¥ar as possible, be clearly indicalted

4) The 1E( has not laid down any procedure concerding

approval and has no responsibility
when an fitem of equipment is declared to comply Wi

commendations.

This stapdard has been 3 ical Committee No. 51: Magnetic Componerits
and Ferritg Material@ i sessment System for Electronic Components.

Drafts were discusse eld’in The Hague in 1975, in Budapest in 1977 and fn

Stockholm meeting, a draft was circulated under the Accelerat¢d
Procedure Dacument 51(Central Office)240, was submitted to the Nationgl
Committegs for approva 1€ 3ix Months” Rule in April 1981.

The Natién es of the following countries voted explicitly in favour of publicatiof

Belgium Sweden

France Switzerland

Gernmaty Union of Soviet

New Zealand Socialist Republics
South Africa (Republic of) United Kingdom

Spain United States of America

To facilitate the implementation of the I E C System, the Sectional Specification and Blank Detail
Specification contained in Document 51(Central Office)240 are published separately.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IE C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Autres publications de la C E | citées dans la présente norme:
Publications nos 410:  Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
424: Directives pour la spécification de limites aux imperfections physiques de pieces en oxydes

magnétiques.

723-1: Noyaux d’inductance et de transformateurs destinés aux teléecommunications, Premiére partie:
Spécification générique.

723-2: Deuxieme partie: Spécification intermediaire: Noyaux en oxyde magnétique destinés aux
bobines d’inductance.

QC 001002: Régles de procédure du Systéme C E1 d’assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ), section deux: Articles 9'a 14.

&
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Other I E C publications quoted in this standard :
Publication Nos. 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

424:  Guide to the Specification of Limits for Physical Imperfections of Parts Made from Magnetic
Oxides.

723-1: Inductor and Transformer Cores for Telecommunications, Part 1: Generic Specification.

723-2: Part 2: Sectional Specification: Magnetic Oxide Cores for Inductor Applications.

QC 001002: Rules of Procedure of the [E C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ),
Section Two: Clauses 9 to 14.

W
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NOYAUX D’INDUCTANCE ET DE TRANSFORMATEURS
DESTINES AUX TELECOMMUNICATIONS

Deuxiéme partie: Spécification particuliére cadre:
Noyaux en oxyde magnétique destinés aux bobines d’inductance

Niveau d’assurance A

Domaine d’application

La présente spécification donne les caractéristiques, les vale
des informations supplémentaires pour les noyaux en ¢

ntrole et

vent étre

éeification

A comme

La spécification particuliére cadve it, formera, quand elle sera complétée en

accord avec les régles de la t¢ la CEI et larticle 3 de la

spécification, la spéeification panticu
Disposition de Iz

Les no
suivantes ¢

[3}_auméro ¥t édition de la spécification générique nationale.

présente

rmations

cification

41 A 1 1 da1 Ao 41 e LA data JA 140 + 4 + s +1a-f]
l'f'J ITUIIIVI U 1 iativiidl UL Id ap\,uxu\.«auuu pax ULUIIVIL, U4l U UUILTULL LU TV ad iy 11T

exigée par le systéme national.

Identification du noyau

[5] forme et dimensions du noyau, par exemple noyau en pot 18 x 11.

rmation

[6] bréve description de la classe ou du type de matériau, par exemple «perméabilité élevée.

[7] dessin d’encombrement et dimensions, donnant les dimensions en millimétres et indiquant
quelles sont les dimensions principales. Quand les dimensions sont conformes a celles d’une
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INDUCTOR AND TRANSFORMER CORES
FOR TELECOMMUNICATIONS

Part 2: Blank detail specification:
Magnetic oxide cores for inductor applications

Assessment level A

1. ScoJe

This specification lists the ratings, characteristics, inspection reqireme inal
infq rmation for magnetic oxide cores for 1nductors and tuned tray evel
A, tail
spefi B-2,
wh
2. Deta
1 i i i whi when completed in accordance with|the
rul¢gs given in I E C Publication 723-2 (and Elause pecification will form the releviant

detail specification.

3. Key {o the arrangeme
The numb o6

nfq

¢fs, on the first page, correspond to the following
e position indicated:

3.1  Identifi

(1] 5% 2\ dard organization under whose authority the detail specificatjon

[2] C blank detail specification used.
(3]

[4] ratronal-number—of—the—detattspecificationr,—date—of Tsste—and amny other information
required by the national system.

nuniber and isSue status of the national generic specification.

3.2 Identification of the core
[5] shape and size of the core, for example pot core 18 x 11.
[6] short description of the class or material grade, for example “high permeability”.

[7] outline drawing and dimensions, stating the dimensions in millimetres and indicating
which are the primary dimensions. When the dimensions are in accordance with those
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norme de la C E1, cela doit étre indiqué. Les dimensions principales sont controlées a laide
de calibres, conformément, par exemple, a cette norme de la CEL

[8] application ou groupe d’applications et indication du niveau d’assurance de qualité.

[9] références des données fournissant des informations sur les propriétés les plus importantes
du noyau, permettant une comparaison entre les différents types de noyaux destinés aux

mémes applications ou & des applications analogues. Celles-ci comprennent, mais de fagon
non limitative:

— les parametres effectifs (voir article 5 de la Publication 723-1 de la CEI);

— les conditions de fonctionnement (voir paragraphe 5.3.1 de la Publication 723-2 de la
CED;

-— les conditions de stockage (voir paragraphe 5.3.2 de la Publication 723-2 dela CEI).

@%
S
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published in an I E C standard, this shall be stated. Primary dimensions are those checked
by stated gauges, for example as defined in that I E C standard.
[8] application or group of applications and indication of the quality assessment level.

[9] reference data giving information on the most important properties of the core, which

allow comparison between the various core types intended for the same or for similar
applications. These include, but are not limited to:

— effective parameters (see Clause 5 of I EC Publication 723-1);
-— operating conditions (see Sub-clause 5.3.1 of I EC Publication 723-2);

— storage conditions (see Sub-clause 5.3.2 of I EC Publication 723-2).

S
8
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M Page 1 [2}] CEI 723-2-1- XXX

de
[3] Noyaux soumis a I’assurance de qualité [4]

conformément a

[5] Spécification particuliére pour
[6] Classe:
[7] Dimensions en millimétres Référence CEI: {8] Application

Bobines d inductance e
pour applications profess
Niveau de qualité: A

a stormateur‘f accordés
es_et indusirielles

e pour le
faefeur

4) Pourlles noyawx ferrites avec dispositif de réglage

—..Ca+ ...°C
— ... Hz

— ...Ca+ ...7°C
—— ()C é- + . ()C

Voir la

listé,des produits homologués pour les noyaux répondant & cette spécification particuliére
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1 Page 1 [2] TEC 723-2-1-XXX
of
[3] Core of assessed quality [4]
n accordance with

[5] Detail specification for

[6] Class:

[7] Dimensions in millimetres

1EC reference:

{8] Application

Tnductors and tuned (ransior
and industrial use
Assessment level: A

Tor prolfes$ional

[9] 1. Effect{ve parameters: C, =|)

&

[9] 2. Limitihg condition:
— Opdgrating conditions;

DT

[
t,
2) 1
— Sto
) F

4)

.. mm3

. Cto + .7

.. Hz

LCto + ..
LCto + ...

°C
°C

See the relevgnt qualified products list for availability of cores made to this detail specification
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4. Marquage

4.1  Sur les noyaux (voir paragraphe 5.4.1 de la Publication 723-2 de la CEI).

Les renseignements suivants doivent étre marqués sur chaque noyau ou sur une des deux

coquilles du noyau:

a) classe ou type de matériau (peut étre indiqué en code);
et, si la place le permet:
b) marque du fabricant;

¢) inductance spécifique (peut étre une valeur numérique en nanohenrys);

d) 1dentification du lot (peut étre le jour d’acceptation).

4.2 Sur Lemballage (voir varaoranhe 542 de 1o Publication 723 2 dal
. e PHELAPH =G Hbrcatioh—= T

a
F=Em~3v7

Les renseignements suivants doivent étre marqués sur emballage
donné:

a) numéro de référence de la spécification particuliére;
b) nom ou marque du fabricant;

c¢) désignation du composant par le fabricant;
d) inductance spécifique en nanohenrys;

e) identification du lot;
f) quantité.

Aucun marquage additionng

5. | Redaction des commandes

que.

telécommunications, Premiére partie: Spécificati

aux dans "ordre

tinés aux
n généri-

Publication 723-2 de la CEI: Deuxiéme partie: Spécification intermédiaire: Noyaux en

oxXyde magnefique destines aux bobines d'inductance.

ou les spécifications nationales correspondantes.

Toute autre publication nécessaire pour appliquer la spécification particuliére et qui n’est

pas incluse dans les spécifications ci-dessus.

7. Informations supplémentaires (non destinées aux essais)

Si nécessaire, par exemple, informations sur les applications.
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4. Marking

4.1 Core set (see Sub-clause 5.4.1 of IE C Publication 723-2)

The following shall be marked on each core or on one half of a set of cores:

a) class or grade of material (may be in coded form):
and, where space permits:
b) manufacturer’s trade mark;
¢) inductance factor (may be numerical value only in nanohenrys);
d) lot identification (may be day of release).

4.2 Core pn/'lrnga (cpp Subaclause 542 of TEC Publinatinn 723 ’7)

[he following shall be marked on the core package, in the order giv.

a )| detail specification reference number;
b)| manufacturer’s name or trade mark;

¢)| manufacturer’s component designation;
d)|inductance factor in nanohenrys;
e)|lot identification;

f) | quantity.

Any additional marking shall be g

5. Ordpring information

d)| the quantit
e)| further inf;

GIrNd

6. Reldted . do

l: Inductor and Transformer Cores for Telecommunmica-
tions, Part 1: Generic Specification.

[ EC Publication 723-2: Part 2: Sectional Specification: Magnetic Oxide Coref for
Inductor Applications.

or their national equivalent.

Any other publication needed to implement the detail specification if not included in the
above.

7. Additional information (not for inspection purposes)

As appropriate; for example, application.
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8. Rapports certifiés d’essais (CTRs)

723-2-1 © CEI 1983

La spécification particuliére doit déclarer soit « Les rapports certifiés des lots acceptés sont
exigés en accord avec cette spécification particuliére», soit «Pas applicable».

9. Exigences du controle

9.1 Les exigences du contréle pour la conformité de la qualité sont données dans le tableau I.

9.2 Quand la variante utilisant un échantillon fixe pour le contréle de I’homologation est
demandée, le programme donné dans le paragraphe 3.3 de la spécification intermédiaire,
Publication 723-2 de la CEI, doit étre utilisé.

9.3 Laspecification particuliére doit définir les bobines d’essais en accord 4
de la Publication 723-2 de la CEI, 4 la fois pour:

a) les mesures d’inductance;

b) les mesures des pertes sur les noyaux avec entrefer.

TABLEAU I

Programme d’essais de la cofiformitéde™¥e

e paragsaphe 3.1.4

Sous-groupe

N
o | AN
(voikgote (\oir_fiote 2) )\’

Remarque:

Numégo du paragraphe de la spécifica-
tion|générique (Publication 723-1 de
la CIE1) et nom de I’essai

Condjtions d’essaj

3

Exigences de contrdle

A~

glfectuer parechantillonnage:
GRQUPE A: ESSAIS LOT PAR LOT

Sous-gkoupe Al /\Q \w | 1,5%
12.1 Examen ¥s Selon 12.1 et Publication 24 de la CE1
... % d’éclats max.
12.2 vlw \ Selon 12.2
X

Sous-gtoupe A2

12.3  Dimensions principales ND I 1% Selon 12.3

12.4 Dimensions secondaires ND S3 4% Selon 124

Sous-groupe A3 ND I 1%

13.3  Inductance spécifique Force de serrage = ... N A = ...nH
Bobine d’essai: tolérance = ... %
B = ..mT

[

f = ..kHz
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8. Certified test records (CTRs)

The detail specification shall state either “Certified records of released lots are required in
accordance with this detail specification”, or “Not applicable”.

9. Inspection requirements

9.1 The inspection requirements for quality conformance are given in Table 1.

9.2 When the alternative method of inspection for qualification approval using a fixed sample is
invoked, the schedule given in Sub-clause 3.3 of the sectional specification, I E C Publication

723-2, shall be used.

9.3 Th¢ detail specification shall define the test coils in accordance with Sub-cl A4 ofJJEC
Puplication 723-2, both for:
a) |linductance measurements;
b) |loss factor measurements on gapped sets.
© TABLE 1
Quality conformance test /v(@_@‘é\
@
S D or ND L &\%(Q( C )> .
ub-group Remarks
see Note 2) )

(see Note 1

Sub-clause nymber of generic specifica-
tion (1E(] Publication 723-1) and
name of teft

1
Conditions o t

Performance requirements

Sub-group A]

N \%’J
o be conducted\on pling basis:
/\ T-BY5LOT TESTS GROUP A
/\ N \> I

1.5%

RN

12.1  Visual examinajo

As in 12.1 and in I EC Publicajion 424
max. ... % chipping
Asin 12.2

12.2 Markixg(\ \
NN

Sub-group A

12.3  Primarny.difnensions ND 1 1% Asin 12.3

12.4  Secondary dimensions ND S3 4% Asin 124

Sub-group A3 ND 1 1%

13.3 Inductance factor Clamping force = ... N 4, = ..nH
Test coil: tolerance = ... %
B = ..mT

(4

f = ..kHz
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TABLEAU I (suite)

723-2-1 © CEI 1983

Sous-groupe

D ou ND
(voir note 1)

NC ‘ NQA

(voir note 2)

Remarques

Numéro du paragraphe de la spécifica-
tion générique (Publication 723-1 de
la CEI) et nom de I'essai

Conditions d’essai

Exigences de contrdle

GROUPE BTESSATIS LOT PAR LOT

N
Sous-grpupe BI ND s3 4% <\
13.7  Pprtes résiduelles et par courants Force de serrage = ... N X avec e er:
d¢ Foucault Bobine d’essai: = ..

B, = . mT sangentrefer:

fi = ..kHz

fo = ..kHz

2\ A

Sous-grqupe B2 NM ®\>

13.8  Pgrtes par hystérésis

Force de serrage = \Q
Bobine\d’essy
N\ kH
g\

tg oy, = ...
Ou, pour noyaux sans entrefer:
ng = .. 107*T!

O\
<

Sous-grdupe B3 (\ \/\ S3 49,
13.5 Vhriation Mde serrage = ... N
fanction € la Bobine d’essai:

O = ... C 0,=..C

Sous-grdupe B4 \> ND s3 4%

13.4  Désaccommodation Force de serrage = ... N La valeur maximale de Dg
N = ... spires

Sous-groupe B3 D S3 2,5% Si applicable

14.2.1 Force d’arrachement Force = ... N Selon 14.2.1
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TABLE 1 (continued

Sub-group

AQL

(see Note 2}

D or ND IL ‘
(see Note 1)

Remarks

Sub-clause number of generic specifica-
tion (IEC Publication 723-1) and
name of test

Conditions of test

Performance requirements

LOT-BY-LOT TESTS GROUP B

Sub-group Bl

ND S3 4%

13.7 Residual and eddy current loss Clamping force = ... N
Test coil:
B, = ..mT
fi = ..kHz
f» = .. kHz
A\
Sub-group B2 ND

13.8 Hysteres|s loss

Clamping forge = w
Test coil:
AN

tan 8, = ...
or, for ungapped sets:
g = .. 1073771

Sub-group B3 N S3 4%
13.5 Variatio Claqping force = ... N
temperat JTest doil:
= ... °C 0, =..°C
0, =..C
Sub-group B4 ND S3 4%
13.4  Disaccommodation Clamping force = ... N Maximum value of Dg
N = .. turns
Sub-group BS D S3 2.5% When applicable
14.2.1 Expuision force Force = ... N Asin 14.2.1



https://iecnorm.com/api/?name=81a911a4afde8b9c48eaa4c3ef4efe6f

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

